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OMC

SPEKTROFOTOMETR

UV-VIS T80 i T80+
FIRMY PG INSTRUMENTS

Specjalistyczny spektrofotometr dwuwigzkowy z mozliwo$cig regulacji szerokosci szczeliny
spektralney.

APLIKACJE:
Analizy:
o Zywnosci
* Lekow
* Produktow rolniczych
« Srodowiskowe

| inne organiczne i biochemiczne aplikacje

ZALETY:

* Mozliwos¢ dokonywania analiz w nastepujacych trybach: pomiar fotometryczny,
skanowanie spektrum, pomiar kinetyki, pomiar ilosciowy i analiza DNA/biatka

» Podtaczony do PC daje wiele dodatkowych aplikacji; dostep do baz danych,
tré6jwymiarowe analizy spektrum, protokét GLP, szybkie analizy pozostatosci
pestycyddéw i inne analizy sposrod puli zastosowan w ochronie srodowiska

* Dostepne modele z oprogramowaniem w standardzie
¢ Dokfadne analizy

e Stabilne osiagi

e Szybki pomiar

* Wygodna obstuga

* tatwos¢ uaktualnienia
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DANE TECHNICZNE:

Typ urzadzenia
Szeroko$¢ szczeliny
Tryb pracy
Software

Zakres diugosci fal
Dokfadnos¢ diugosci fal
Powtarzalnos¢ dtugosci fal

Swiatto rozproszone

Tryb fotometryczny

Zakres fotometryczny

Dokfadnos¢ fotometryczna
Powtarzalno$¢
fotometryczna

Ptaskos¢ linii bazowej

Stabilnos¢ linii bazowe;j

Szum fotometryczny

Oprogramowanie
Numery katalogowe
T80

T80+

T80 SW

T80+ SW

T80
2 nm (stata)

Samodzielny iz PC
MPU Software Platform/Spec UV
software workstation

190-1100 nm
+0.3 nm (automatyczna korekcja)

0,2 nm

<0,12%T (220 nm, Nal;340nm,
NaNO2)

Transmitancja, absorbancja, energia,
koncentracja

-0,3 -3 Abs
+0,002Abs(0-0.5A)
+0,004Abs(0,5-1A)
10,3%T(0-100%T)
0,001Abs(0-0,5A)
0,002Abs(0,5-1A)
0,15%T(0-100%T)
+0,0015Abs(190-1100nm)

0,0008Abs/h(500nm, 0Abs 2 nm
szeroko$¢ szczeliny po 2 godzinnym
rozgrzaniu systemu)
+0,001Abs(500nm, 0Abs, 2nm
szczelina spektralna)

T80+
Regulowana: 0.5,1,2,5nm

Samodzielny i z PC
MPU Software Platform/Spec UV software
Workstation

190-1100 nm
+0.3 nm (automatyczna korekcja)
0,2 nm

<0,12%T (220 nm, Nal;340nm, NaNO2)

Transmitancja, absorbancja, energia,
koncentracja

-0,3-3 Abs

+0,002Abs(0-0.5A)
+0,004Abs(0,5-1A)
10,3%T(0-100%T)
0,001Abs(0-0,5A)

0,002Abs(0,5-1A)

0,15%T(0-100%T)
+0,0015Abs(190-1100nm)

0,0008Abs/h(500nm, 0Abs 2 nm szerokos¢
szczeliny po 2 godzinnym rozgrzaniu
systemu)

+0,001Abs(500nm, 0Abs, 2nm szczelina
spektralna)

W standardzie lub UV-Win (zalezne od modelu)

Spektrofotometr dwuwiazkowy ze stata szczeling

Spektrofotometr dwuwiazkowy z regulowana szczeling
Spektrofotometr dwuwiazkowy ze stata szczelina z oprogramowaniem w

standardzie

Spektrofotometr dwuwiazkowy z regulowana szczeling z oprogramowaniem w

standardzie
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